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(54) 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법

요약

  본 발명은 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법을 개시한다. 개시된 본 발명은, 패널의 TFT 어레이부: 게이
트 드라이브 IC를 구동하기 위하여 패널내의 상부 모서리에 배치된 복수개의 배선; 상기 TFT 어레이부의 복수개의 게이트
라인에 구동 신호를 인가하기 위하여 배열되어 있는 게이트 패드부; 상기 TFT 어레이부의 복수개의 데이터 라인에 그래픽
신호를 인가하기 위하여 배열되어 있는 데이터 패드부; 상기 패널의 모든 화소와 연결된 Vcom패드부로 이루어진 액정표
시 소자에 있어서, 상기 게이트 패드부의 홀수번째 및 짝수번째 라인들을 연결시킨 게이트 아드(odd) 패드와 게이트 이븐
(even) 패드를 형성하고, 상기 데이터 패드부의 홀수번째 및 짝수번째 라인들을 연결시킨 데이터 아드(odd) 패드와 데이
터 이븐(even) 패드를 형성하고, 상기 복수개의 배선을 지그재그로 연결하여 상기 데이터 패드부중 어느 하나의 라인에 직
렬로 연결하여 결함유무를 판단하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3a

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1a, 1b, 1c는 일반적인 액정표시장치의 모듈(Module) 구성을 도시한 도면.

  도 2는 종래의 패널 테스트 방법을 설명하기 위한 도면.

  도 3a, 3b는 본 발명에 따른 패널내 배선들의 테스트 방법을 설명하기 위한 도면.

  도면 4a, 4b는 본 발명에 따른 패널내 배선들의 단선및 쇼트 검출을 설명하기 위한 도면.

  *도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*
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  10: 패널 11: TFT 어레이부

  13: Vcom 패드부 15a: 게이트 아드(odd) 패드부

  15b: 게이트 이븐(even) 패드부 17a: 데이터 아드(odd) 패드부

  17b: 데이터 이븐(even) 패드부 30a: 지그재그 연결 배선

  30b: 분리된 지그재그 연결 배선 G1,G2..Gn: 게이트 라인

  D1,D2..Dn: 데이터 라인

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 FPC(Flexible Printed
Circuit) 혹은 PCB(Printed Circuit Board)를 제거하면서 패널 내부에 형성된 배선들을 지그재그로 연결시켜 결함 여부를
검출할 수 있는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법에 관한 것이다.

  주지된 바와 같이, 종래의 액정표시장치의 구성에 대하여 간단히 설명한다. 도 1a, 1b, 1c는 일반적인 액정표시장치의
모듈(Module) 구성을 도시한 도면이다.

  도시된 바와 같이, 도 1a는 그래픽 신호를 패널(1)에 공급하는 X-PCB(2) 및 TFT 구동 신호를 인가하는 Y-PCB(4) 그
리고, 각 PCB를 연결하는 FPC(7)로 구성되어 있다.

  도 1b의 경우에는 상기 FPC(7)를 제거한 것이고, 도 1c의 경우에는 상기 Y-PCB(4)를 제거하고, 상기 패널(1)내에 배선
을 통하여 게이트 드라이버 집적회로(IC)를 구동하는데 필요한 각종 신호를 인가하는 방식이 개발되었다.

  이때, 각 모듈(Module)을 구성하기 위한 패널(Panel)의 구조는 다른 형태를 가지며, 게이트 드라이버 집적회로(IC)를 구
동하기 위한 배선이 패널의 어레이 기판 상부에 형성된다.

  도 2는 종래의 패널 테스트 방법을 설명하기 위한 도면으로서, 도시된 바와 같이, 패널(10)의 테스트(Test) 방법은 데이
터 라인(D1,D2..Dn)들중 홀수번째의 라인들을 데이터 아드(odd) 패드(17a)에 연결시키고, 상기 데이터 라인들(D1,D2..Dn)

중 짝수번째의 라인들을 데이터 이븐(even) 패드(17b)에 연결시킨다. 동일한 방법으로 게이트 라인들(G1,G2..Gn)도 게이

트 아드(odd) 패드(15a)및 게이트 이븐(even) 패드(15b)에 연결시킨다. 또한, Vcom패드(13)는 패널 상의 TFT 어레이
(11)의 모든 화소와 연결되어 있고, 패널(10) 상부에는 모서리에는 배선들(20)이 형성되어 있다.

  상기와 같이, 형성된 다섯개의 패드에 시그널(Signal)을 인가하여, 단위 화소(Pixel)의 정상 동작 여부를 테스트하게 된
다. 즉, 게이트 아드(odd) 패드(15a), 게이트 이븐(even) 패드(15b)및 데이터 아드(odd) 패드(17a), 데이터 이븐(even) 패
드(17b)와 Vcom 패드(13)에 전압을 인가한 후 각각의 라인(Line) 및 화소(Pixel)간의 쇼트(short)를 테스트할 수 있게 된
다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  그러나, 패널 상부에 형성되어 있는 배선은 상기와 같은 방법으로 단선이나, 쇼트등을 확인할 수 없으며, 배선의 불량여
부를 검사하기 위하여는 별도의 테스트 장비를 갖추어야 하는 단점이 있다.

  따라서, 본 발명은 상기 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안 출된 것으로서, 패널 상부에 형성되어있는 배선들을 지
그재그로 연결하여 데이터 라인 혹은 게이트 라인에 연결한다음, 종래의 패널 테스트와 동일한 방법으로 게이트 패드, 데
이터 패드에 시그널을 인가하여, 배선들의 불량을 검사할 수 있는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법을 제공
함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

  상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은, 패널의 TFT 어레이부: 게이트 드라이브 IC를 구동하기 위하여 패널내의 상
부 모서리에 배치된 복수개의 배선; 상기 TFT 어레이부의 복수개의 게이트 라인에 구동 신호를 인가하기 위하여 배열되어
있는 게이트 패드부; 상기 TFT 어레이부의 복수개의 데이터 라인에 그래픽 신호를 인가하기 위하여 배열되어 있는 데이터
패드부; 상기 패널의 모든 화소와 연결된 Vcom패드부로 이루어진 액정표시 소자에 있어서, 상기 게이트 패드부의 홀수번
째 라인들 및 짝수번째 라인들을 각각 연결시킨 게이트 아드(odd) 패드와 게이트 이븐(even) 패드를 형성하고, 상기 데이
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터 패드부의 홀수번째 라인들 및 짝수번째 라인들을 각각 연결시킨 데이터 아드(odd) 패드와 데이터 이븐(even) 패드를
형성하며, 상기 복수개의 배선들을 지그재그로 연결하여 하나의 배선을 만들고, 상기 데이터 패드부중에서 어느 하나의 라
인에 직렬로 연결하여 결함유무를 판단하는 것을 특징으로 한다.

  또한, 본 발명은, 상기 복수개의 배선들을 교번적으로 연결하고, 다수개로 분리한다음, 상기 데이터 아드(odd) 패드및 데
이터 이븐(even) 패드에 각각 직렬로 연결하여 결함유무를 판단하고, 상기 복수개의 배선들을 지그재그로 연결하여 하나
의 배선을 만들고, 상기 게이트 패드부중 어느 하나의 라인에 직렬로 연결하여 결함유무를 판단하고, 상기 복수개의 배선
들을 교번적으로 연결하고, 다수개로 분리한다음, 상기 게이트 아드(odd) 패드 및 게이트 이븐(even) 패드에 분리하여 각
각 직렬로 연결하여 결함 유무를 판단하며, 상기 복수개의 배선을 지그재그로 연결하여 하나의 배선을 만들고, 상기 상기
Vcom 패드부중 어느 하나의 라인에 직렬로 연결하여 결함 유무를 판단하는 것을 특징으로 한다.

  본 발명에 의하면, 패널 내에 형성된 배선도 기존의 패널 테스트 방법을 사용하여 불량을 검사할 수 있어, 패널의 신뢰성
이 더욱 향상시킬 수 있다.

  이하 첨부한 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 자세히 설명하도록 한다.

  도 3a와 3b는 본 발명에 따른 패널내 배선들의 테스트 방법을 설명하기 위한 도면이다.

  도 3a에 도시된 바와 같이, 패널(10) 내의 TFT 어레이부(11)와 상기 TFT 어레이부로 부터 나온 복수개의 게이트 라인
(G1,G2..Gn )과 데이터 라인(D 1,D2..Dn)이 배치되어 있다. 상기 게이트 라인(G1,G2..Gn )의 홀수번째 라인을 게이트 아드

(odd) 패드(15a)에 연결시키고, 짝수번째 라인을 게이트 이븐(even) 패드(15b)에 연결시킨다. 상기 데이터 라인
(D1,D2..Dn)도 동일한 방법으로 데이터 아드(odd) 패드(17a)와 이븐(even) 패드(17b)에 연결시킨다. 상기 패널(10) 상부

에 형성된 지그재그 연결 배선(30a)을 데이터 아드(odd) 패드(17a)의 첫번째 라인(D1)에 직렬로 연결시킨다.

  도 3b에 도시된 바와 같이, 상기 도 3a와 동일한 테스트 구조를 형성하고, 다만, 배선들을 분리된 지그재그 연결 배선
(30b)으로 형성한다음, 데이터 아드(odd) 패드(17a)의 첫번째 라인(D1)과 데이터 이븐(even) 패드(17b)의 첫번째 라인

(D2)에 직렬로 연결한다. 상기 테스트를 위한 시그널을 데이터 아드(odd) 패드(17a)와 데이터 이븐(even) 패드(17b)에 인

가하면, 배선들의 단선뿐아니라, 상기 배선들간의 쇼트 여부도 검출할 수 있게 된다. 쇼트가 발생한 경우에는 데이터 아드
(odd) 라인(17a) 뿐아니라 시그널을 인가하지 않은 데이터 이븐(even) 라인(17b)의 TFT들이 동작하게된다.

  도면 4a 및 4b는 본 발명에 따른 패널내 배선들의 단선및 쇼트 검출을 설명하기 위한 도면이다.

  도 4a에 도시한 바와 같이, 패널내의 배선중에 단선이 발생한 경우에 단선된 배선이 데이터 아드(odd) 패드(17a) 첫번째
라인(D1)에 연결되어 있으므로, 상기 데이터 아드(odd) 패드(17a)에 시그널이 인가되는 경우, 단선이 발생한 첫번째 라인

(D1)의 TFT가 동작하지 않게 돼고, 나머지, D3, D5..라인의 TFT는 정상적으로 동작하게 된다.

  도 4b에 도시한 바와 같이, 패널내의 배선간에 쇼트가 발생한 경우에 그 불량을 검출하는 방법인데, 데이터 아드(odd)
패드(17a)에 시그널을 인가한 경우, 쇼트에 의하여 데이터 이븐(even) 패드(17b)에 연결된 배선과 연결되므로, 첫번째 데
이터 라인(D1)에 있는 TFT뿐만 아니라, 짝수번째에 속하는 두번째 데이터 라인(D2)의 TFT까지 동시에 동작하게 된다. 이

렇게 동시에 동작할 경우에 쇼트 불량으로 판단하여 검출할 수 있다.

  도시하지는 않았지만, 상기에 설명한 방법을 동일하게 게이트 아드(odd) 패드(15a)와 게이트 이븐(even) 패드(15b)에
연결하여도, 불량을 검출할 수 있고, Vcom패드(13)에도 지그재그 연결된 배선(30a)을 직렬로 연결하여, 불량을 검출할 수
있다.

발명의 효과

  상기한 바와 같이, 본 발명에 의하여 패널내 배선의 불량을 검출하기 위하여 배선들을 지그재그로 연결 하거나, 분리하
여 지그재그로 연결한 다음, 게이트 패드부와 데이터 패드부및 Vcom 패드부에 직렬로 연결하고, 기존의 패널의 테스트 방
벙을 이용하여 패널내의 배선까지 불량여부를 검출할 수 있는 효과가 있다.

  본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 않고, 이하 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이
속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  패널의 TFT 어레이부:

  게이트 드라이브 IC를 구동하기 위하여 패널내의 상부 모서리에 배치된 복수개의 배선;

  상기 TFT 어레이부의 복수개의 게이트 라인에 구동 신호를 인가하기 위하여 배열되어 있는 게이트 패드부;
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  상기 TFT 어레이부의 복수개의 데이터 라인에 그래픽 신호를 인가하기 위하여 배열되어 있는 데이터 패드부;

  상기 패널의 모든 화소와 연결된 Vcom패드부로 이루어진 액정표시 소자에 있어서,

  상기 게이트 패드부의 홀수번째 라인들 및 짝수번째 라인들을 각각 연결시킨 게이트 아드(odd) 패드와 게이트 이븐
(even) 패드를 형성하고, 상기 데이터 패드부의 홀수번째 라인들 및 짝수번째 라인들을 각각 연결시킨 데이터 아드(odd)
패드와 데이터 이븐(even) 패드를 형성하며,

  상기 복수개의 배선들을 지그재그로 연결하여 하나의 배선을 만들고, 상기 데이터 패드부중에서 어느 하나의 라인에 직
렬로 연결하여 결함유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법.

청구항 2.

  제 1항에 있어서,

  상기 복수개의 배선들을 교번적으로 연결하고, 다수개로 분리한다음, 상기 데이터 아드(odd) 패드및 데이터 이븐(even)
패드에 각각 직렬로 연결하여 결함유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법.

청구항 3.

  제 1항에 있어서,

  상기 복수개의 배선들을 지그재그로 연결하여 하나의 배선을 만들고, 상기 게이트 패드부중 어느 하나의 라인에 직렬로
연결하여 결함유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법.

청구항 4.

  제 1항에 있어서,

  상기 복수개의 배선들을 교번적으로 연결하고, 다수개로 분리한다음, 상기 게이트 아드(odd) 패드 및 게이트 이븐
(even) 패드에 분리하여 각각 직렬로 연결하여 결함 유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 패널내 배선의
결함 테스트 방법.

청구항 5.

  제 1항에 있어서,

  상기 복수개의 배선을 지그재그로 연결하여 하나의 배선을 만들고, 상기 상기 Vcom 패드부중 어느 하나의 라인에 직렬
로 연결하여 결함 유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 패널내 배선의 결함 테스트 방법.
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摘要(译)

本发明公开了一种用于在液晶显示装置的面板中布线的缺陷测试方法。
本发明涉及一种面板的TFT阵列部分，包括：多个布线，设置在面板的
上边缘，用于驱动栅极驱动IC;栅极焊盘部分，用于将驱动信号施加到
TFT阵列部分的多条栅极线;一种数据焊盘单元，用于将图形信号施加到
TFT阵列单元的多条数据线上;并且Vcom焊盘部分连接到面板的所有像
素，其中栅极焊盘和栅极焊盘通过连接栅极焊盘部分的奇数和偶数线形
成，奇数和偶数行的部分，其中数据的广告（奇数）连接所述焊盘和数
据IBN（偶数）形成焊盘，和缺陷通过在连接多根导线的交错串联连接到
所述数据焊盘bujung线中的任何一个或者不是。 图3A
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